Viac presnosti

Presné bezkontaktné snimace polohy
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PouZivanie bezkontaktnych technolégii posu-
nu v oblasti presného merania rychlo rastie. Je
to vdaka mnohym faktorom, ale najhlavnejsie
st potreba ovela presnejSiecho merania s roz-
lisenim mensim ako mikrén, ¢i dokonca rozli-
Senim v nanometroch, a potreba merania zlo-
Zitych povrchov alebo povrchov, ktorych sa
nemozno podas merania dotknut, ako su na-
priklad silikén, sklo, plasty, miniatirne elek-
tronické komponenty, zdravotnicke kompo-
nenty a dokonca povrchy potravin.

Tento rychly rast si vynutil potrebu rozvoja
novych technolégii a tiez prispésobenie uz
existujlcich technoldgii tak, aby boli spinené
nové poziadavky ohladom merania a vylepSe-
na presnost a rozliSenie merania. Preto je
v sucasnosti dolezité, viac ako kedykolvek
predtym, pochopit silné stranky a obmedze-
nia tykajlce sa kazdého bezkontaktného pri-
ncipu merania pri vybere spravnej snimacej
technoldgie pre konkrétne meranie.

V praxi sa medzi zakaznikmi, okrem snimacov
virivych pridov a laserovej triangulacie, stava-
ji oblibenymi aj kapacitné a konfokalne sni-
mace. Ale bezkontaktné snimacde posunu sa
rozrastli do Sirokej skaly tvarov, velkosti a me-
racich principov. Klticom je vyber najvhodnej-

Kapacitné snimace

Konfokalne snimacée

Snimace laserovej triangulacie

Sej snimacej technoldgie vzhladom na aplika-
ciu zakaznikom.

Spolo¢nost Micro-Epsilon ako $pecialista
v oblasti bezkontaktného merania pontka za-
kaznikom velky vyber presnych snimacich
technolégii. Sortiment zahffia snimade viri-
vych pradov, kapacitné a konfokalne snimace
a snimacde laserovej triangulacie. Spolo¢nost
velmi rada poméze zakaznikom pri vybere
spravnej technolégie na konkrétne pouzitie,
dokonca, ak je to potrebné, ponuka aj hybrid-
né technoldgie.
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